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요약

    
본 발명은 TFT-LCD의 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로에 관한 것으로, 입력 데이타 신호
에 상관없이 외부의 간단한 점퍼(jumper) 조작으로 출력 신호를 여러 가지의 모드로 제어함으로써 EMI 테스트 등시 
편리하게 사용할 수 있으며, 또한 생산시 불량검사, 챔버 테스트시 장비의 변경을 최소로 하여 테스트를 진행할 수 있다. 
이를 위한 본 발명의 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로는 모드제어신호를 발생하는 제어신호 
발생부와, 상기 모드제어신호를 판별하여 어떤 모드로 데이타의 출력을 제어할 것인지를 선택하는 제어부와, 상기 제어
부로부터 수신된 신호에 의해 수신된 데이타 신호를 화이트 데이타 출력모드, 블랙 데이타 출력모드, 노멀 동작 모드, 
돈 캐어 중 하나의 모드를 갖는 신호로 출력하는 신호 처리부를 구비한 것을 특징으로 한다.
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대표도

도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 XGA급 TFT-LCD의 모듈을 나타낸 구성도

도 2는 본 발명에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로의 동작 원리를 설명하기 위한 개략
도

도 3은 본 발명에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로의 구성을 간략하게 나타낸 블록도

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로를 나타낸 회로도

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로를 나타낸 회로도

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

100, 110, 120 : 제어신호 발생부200, 210, 220 : 제어부

300, 310, 320 : 신호 처리부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 데이타 마스킹(masking) 및 테스트 패턴(test pattern) 발생회로에 관한 것으로, 특히 입력 데이타 신호에 
상관없이 외부의 간단한 점퍼(jumper) 조작으로 출력 신호를 여러 가지의 모드로 제어할 수 있는 데이타 마스킹 및 테
스트 패턴 발생회로에 관한 것이다.

도 1은 일반적인 XGA급 TFT-LCD의 모듈을 나타낸 구성도이다. 도 1을 참조하면, 사용자 접속부(1), 타이밍 컨트롤
부(2), DC/DC 컨버터부(3), 그레이 스케일(Gray scale) 조정부 및 공통전압(VCOM) 발생부(4), 데이타 드라이버부
(5), 게이트 드라이버부(6), 백 라이트부(7) 및 TFT-LCD 패널부(8)로 구성되어 있다.

상기 사용자 접속부(1)는 사용자가 화상데이타신호(RGB)와 제어신호(DE, NCLK, Hsync, Vsync 등)를 입력하는 곳
이다.

상기 타이밍 컨트롤부(2)는 상기 사용자 접속부(1)를 통해 상기 화상데이타신호(RGB)와 상기 제어신호(DE, NCLK, 
Hsync, Vsync 등)를 수신하여 데이타 드라이버부(5)와 게이트 드라이버부(6)에 액정패널 구동신호를 발생한다.

상기 DC/DC 컨버터부(3)는 전원전압(VDD)을 입력하여 게이트구동용 전원전압(VG+, VG-)을 발생한다.

상기 그레이 스케일 조정부 및 VCOM 전압 발생부(4)는 상기 DC/DC 컨버터부(3)로부터 신호(VBS)를 수신하여 상기 
데이타 드라이버부(5)와 상기 게이트 드라이버부(6)로 그레이 스케일 조정신호와 공통전압(VCOM)을 발생한다.

상기 데이타 드라이버부(5)는 상기 타이밍 컨트롤부(2)와 상기 그레이 스케일 조정부 및 공통전압(VCOM) 발생부(4)
의 출력 신호를 수신하여 상기 TFT-LCD 패널부(8)로 데이터구동신호를 발생하여 액정패널을 구동시킨다.
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상기 게이트 드라이버부(6)는 상기 타이밍 컨트롤부(2)와 상기 그레이 스케일 조정부 및 공통전압(VCOM) 발생부(4)
의 출력 신호를 수신하여 상기 TFT-LCD 패널부(8)로 게이트구동신호를 발생하여 액정패널을 구동시킨다.

XGA급의 TFT-LCD의 회로 및 패널에서, 사용자 접속(User Connecter)부(1)를 통해서 외부의 화상데이타신호가 
들어오면 타이밍 컨트롤부(2)에서 다른 제어신호들을 조합하고 입력된 화상 데이타를 동기시켜 순차적으로 출력시켜준
다.

그리고, 상기 데이타 및 게이트 드라이버부(5)(6)는 입력된 디지탈 형태의 데이타를 아날로그 형태로 바꾸어서 패널(
8)에 인가하여 주고 액정이 화상데이터와 공통전극과의 전위차에 의해 백라이트(7)의 빛을 선택적인 밝기로 통과시켜 
줘서 화면을 구성하게 된다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데, 상기 구성을 갖는 종래의 타이밍 컨트롤러는 출력 데이타를 단순히 '로우(OFF)' 상태로 만드는 작용만 할뿐 출
력 데이타 자체에 기능적인 모드를 선택하는 기능은 없었다. 이로 인해, 종래의 타이밍 컨트롤러는 다른 검사 또는 엔지
니어(engineer)가 터닝(tuning)을 목적으로 실시하는 경우에는 사용할 수 없는 문제점이 있었다.

따라서, 본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위하여 이루어진 것으로, 본 발명은 입력 데이타 신호에 상관없이 외부의 간
단한 점퍼(jumper) 조작으로 출력 신호를 여러 가지의 모드로 제어함으로써 EMI 테스트 등시 편리하게 사용할 수 있
으며, 또한 생산시 불량검사, 챔버 테스트시 장비의 변경을 최소로 하여 테스트를 진행할 수 있는 타이밍 컨트롤러의 데
이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로를 제공하는데 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로는 모드제어
신호를 발생하는 제어신호 발생부와, 상기 모드제어신호를 판별하여 어떤 모드로 데이타의 출력을 제어할 것인지를 선
택하는 제어부와, 상기 제어부로부터 수신된 신호에 의해 수신된 데이타 신호를 화이트 데이타 출력모드, 블랙 데이타 
출력모드, 노멀 동작 모드, 돈 캐어 중 하나의 모드를 갖는 신호로 출력하는 신호 처리부를 구비한 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명의 실시예에 관하여 첨부도면을 참조하면서 상세히 설명한다.

또, 실시예를 설명하기 위한 모든 도면에서 동일한 기능을 갖는 것은 동일한 부호를 사용하고 그 반복적인 설명은 생략
한다.

도 2는 본 발명에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로의 동작 원리를 설명하기 위한 개략
도이다.

TFT-LCD 모듈의경우 타이밍 컨트롤러(12)라는 에이직(Asic)을 회로 상에 사용하고 있으며, 이 에이직은 시스템으
로 부터 데이타(DATA), 데이타 인에이블신호(DE), 클럭(CLK) 신호를 입력받아 소스 드라이버 IC와 게이트 드라이
버 IC가 필요한 제어 신호를 출력하는 역할을 하고 있다.

    
이때, 타이밍 컨트롤러(12)에서 출력되는 데이타를 2개의 제어핀(OE0 & OE1)을 이용하여 4가지의 모드로 제어하여 
원하는 역활을 수행하도록 한다. 여기서, 제시한 4가지 모드는 표 1과 같이, 블랙 도트 디펙트 테스트(black dot defe
ct test)시 또는 EMI 테스트시 사용하는 화이트 데이타 출력모드(write data output mode)와 블랙 도트 디펙트 테스
트(black dot defect test)시 또는 EMI 테스트시 사용하는 블랙 데이타 출력모드(black data output mode)와 노멀 
동작 모드(normal operating mode) 및 돈 캐어(don't care)이다.
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[표 1]
OE 0 OE 1 모드 종류 사용 방법
0 0 노멀 동작 모드     
0 1 화이트 출력 모드 블랙 도트 디펙트 테스트시 또는 EMI 테스트시 사용
1 0 블랙 출력 모드 블랙 도트 디펙트 테스트시 또는 EMI 테스트시 사용
1 1 돈 캐어(don't care)     

도 3은 본 발명에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로의 구성을 간략하게 나타낸 블록도로
서, 제어신호 발생부(100), 제어부(200) 및 신호 처리부(300)를 구비한다.

상기 제어신호 발생부(100)는 점퍼(jumper), 스위치, 신호 발생기 또는 내부 에이직(Asic)의 로직으로, '하이(High)' 
또는 '로우(Low)'의 모드제어신호를 발생한다.

상기 제어부(200)는 상기 제어신호 발생부(100)로부터 발생된 모드제어신호를 판별하여 어떤 모드로 데이타의 출력
을 제어할 것인지를 선택한다.

상기 신호 처리부(300)는 상기 제어부(200)로부터 수신된 신호에 의해 수신된 데이타 신호(DATAIN)를 화이트 데이
타 출력모드, 블랙 데이타 출력모드, 노멀 동작 모드, 돈 캐어(don't care) 중 하나의 모드를 갖는 신호(DATAout)로 
출력한다.

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로를 나타낸 회로도로서, 
제어신호 발생부(110), 제어부(210) 및 신호 처리부(310)를 구비한다.

도시된 바와 같이, 상기 제어신호 발생부(110)는 전원 전압(Vcc)과 제어 신호(OE0)를 전송하는 노드(Nd1) 사이에 
접속된 저항(R1)과, 상기 노드(Nd1)와 접지 전압(Vss) 사이에 접속된 저항(R2)과, 상기 전원 전압(Vcc)과 제어 신
호(OE1)를 전송하는 노드(Nd2) 사이에 접속된 저항(R3)과, 상기 노드(Nd2)와 접지 전압(Vss) 사이에 접속된 저항
(R4)으로 구성된다.

상기 제어부(210)는 상기 노드(Nd1)의 신호를 수신하는 인버터(G1)와, 상기 인버터(G1)의 출력 신호와 상기 노드(
Nd2)의 신호(OE1)를 2입력하는 AND 게이트(G2)와, 상기 노드(Nd2)의 신호(OE1)를 수신하는 인버터(G4)와, 상
기 노드(Nd1)의 신호(OE0)와 상기 인버터(G4)의 출력 신호를 2입력하는 AND 게이트(G5)로 구성된다.

상기 신호 처리부(310)는 상기 AND 게이트(G2)의 출력 신호에 의해 출력데이타(DATAout)를 출력하는 노드(Nd3)
로 전원 전압(Vcc)을 전송하는 클럭 버퍼(G3)와, 상기 AND 게이트(G5)의 출력 신호에 의해 상기 노드(Nd3)의 전압
을 접지 전압(Vss)으로 방출하는 클럭 버퍼(G6)로 구성된다.

상기 제어신호 발생부(110)의 저항(R1-R4)에 의해 상기 표 1과 같이 4가지의 제어 신호(00, 01, 10, 11)를 발생할 
수 있으며, 이에 따라 출력 신호(DATAout)는 3가지의 다른 모드를 선택할 수 있는 신호를 만들 수 있다.

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로를 나타낸 회로도로서, 
제어신호 발생부(120), 제어부(220) 및 신호 처리부(320)를 구비한다.

    
도시된 바와 같이, 상기 제어신호 발생부(120)는 전원 전압(Vcc)과 제어 신호(OE0)를 전송하는 노드(Nd1) 사이에 
접속된 저항(R1)과, 상기 노드(Nd1)와 접지 전압(Vss) 사이에 접속된 저항(R2)과, 상기 전원 전압(Vcc)과 제어 신
호(OE1)를 전송하는 노드(Nd2) 사이에 접속된 저항(R3)과, 상기 노드(Nd2)와 접지 전압(Vss) 사이에 접속된 저항
(R4)과, 상기 전원 전압(Vcc)과 제어 신호(OE2)를 전송하는 노드(Nd3) 사이에 접속된 저항(R5)과, 상기 노드(Nd
3)와 접지 전압(Vss) 사이에 접속된 저항(R6)으로 구성된다.
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상기 제어부(220)는 상기 제어 신호(OE0)(OE1)(OE2)를 3입력하는 AND 게이트(G1)와, 상기 제어 신호(OE0)를 
입력하는 인버터(G2)와, 상기 인버터(G2)의 출력 신호와 상기 제어 신호(OE1)(OE2)를 3입력하는 AND 게이트(G3)
와, 상기 제어 신호(OE1)를 입력하는 인버터(G4)와, 상기 제어 신호(OE0)(OE2)와 상기 인버터(G4)의 출력 신호를 
3입력하는 AND 게이트(G3)와, 상기 제어 신호(OE2)를 입력하는 인버터(G6)와, 상기 제어 신호(OE0)(OE1)와 상기 
인버터(G6)의 출력 신호를 3입력하는 AND 게이트(G7)와, 상기 제어 신호(OE2)를 입력하는 인버터(G8)와, 상기 제
어 신호(OE0)를 입력하는 인버터(G9)와, 상기 제어 신호(OE1)와 상기 인버터(G8)(G9)의 출력 신호를 3입력하는 
AND 게이트(10)로 구성된다.
    

    
상기 신호 처리부(320)는 상기 AND 게이트(G1)의 출력 단자(A)와 노드(Nd4) 사이에 순방향으로 접속되는 다이오
드(D1)와, 상기 AND 게이트(G1)의 출력 단자(A)와 노드(Nd5) 사이에 순방향으로 접속되는 다이오드(D2)와, 상기 
AND 게이트(G1)의 출력 단자(A)와 노드(Nd6) 사이에 순방향으로 접속되는 다이오드(D3)와, 상기 AND 게이트(G
2)의 출력 단자(B)와 노드(Nd8) 사이에 순방향으로 접속되는 다이오드(D4)와, 상기 AND 게이트(G3)의 출력 단자
(B)와 노드(Nd7) 사이에 순방향으로 접속되는 다이오드(D5)와, 상기 AND 게이트(G7)의 출력 단자(D)와 상기 노드
(Nd7) 사이에 순방향으로 접속되는 다이오드(D6)와, 상기 노드(Nd8)와 상기 노드(Nd7) 사이에 순방향으로 접속되
는 다이오드(D7)와, 상기 노드(Nd8)와 노드(Nd9) 사이에 순방향으로 접속되는 다이오드(D8)와, 상기 노드(Nd4)의 
신호에 의해 적색 데이타 출력신호(RDATAout)를 출력하는 노드(Nd10)로 전원 전압(Vcc)을 전송하는 버퍼(G11)와, 
상기 노드(Nd5)의 신호에 의해 녹색 데이타 출력신호(GDATAout)를 출력하는 노드(Nd11)로 전원 전압(Vcc)을 전
송하는 버퍼(G12)와, 상기 노드(Nd6)의 신호에 의해 청색 데이타 출력신호(BDATAout)를 출력하는 노드(Nd12)로 
전원 전압(Vcc)을 전송하는 버퍼(G13)와, 상기 노드(Nd7)의 신호에 의해 상기 적색 데이타 출력신호(RDATAout)
를 출력하는 상기 노드(Nd10)의 신호를 접지 전압(Vss)으로 방출하는 버퍼(G14)와, 상기 노드(Nd7)의 신호에 의해 
상기 녹색 데이타 출력신호(GDATAout)를 출력하는 상기 노드(Nd11)의 신호를 접지 전압(Vss)으로 방출하는 버퍼
(G15)와, 상기 노드(Nd9)의 신호에 의해 상기 청색 데이타 출력신호(RDATAout)를 출력하는 상기 노드(Nd12)의 
신호를 접지 전압(Vss)으로 방출하는 버퍼(G16)로 구성된다.
    

상기 회로는 3개의 출력 제어 신호핀을 설정하여 6가지의 간단한 출력 모드를 지정할 수 있도록 한 것이다. 제어 신호
(OE0)(OE1)(OE2)에 각각 '하이', '로우', '하이'로 설정하면 적색(Red) 데이타가 '하이'로 출력된다. 이 디스플레이 
패턴은 생산시 적색 데이타에 대한 디펙트(defect) 검사에 사용될 수 있으며, EMI 테스트시 적색 데이타에 대한 EMI 
의존성을 판단할 때 사용될 수 있다.

상기 구성에 의한 동작은 표 2와 같다.

[표 2]
OE0 OE1 OE2 동작 모드
0 0 0 노멀 동작 모드
1 1 1 화이트 출력 모드
0 1 1 블랙 출력 모드
1 0 1 온니 적색 출력(Only Red Output)
1 1 0 온니 녹색 출력(Only Green Output)
0 1 0 온니 청색 출력(Only Blue Output)

본 발명에 의한 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로는 디스플레이 기술 중 디지탈 화상 데이타(RGB)를 이용하여 
화면을 디스플레이시키는 분야에 사용될 수 있는 회로로, TFT 모듈(Module), HDTV, 디지탈 TV 등에 사용될 수 있
다.

    발명의 효과
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이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 의한 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로에 의하면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 현재 많은 이슈(Issue)가 되고 있는 EMI 터닝(tuning)시 손쉽게 데이타 라인의 의존성을 판단할 수 있다. 종래
에는 36개나 되는 필터(fliter)를 제거하거나 값(value)의 변경에 의하여 데이타 라인상에서 발생되는 EMI를 판별하
였으나, 본 발명의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로를 이용하면 간단히 2개 또는 3개의 점퍼(jumper)를 이용하
여 데이타 출력을 온(on)/오프(off)하여 필터의 제거 또는 변경없이 의존성을 판단할 수 있다.

둘째, 생산시에 에직(Asic)의 입력에 전원 전압, 데이타 인에이블(DE), 클럭 신호만을 인가하여 기본적인 몇가지 테스
트 패턴을 디스플레이 시킬 수 있어 테스트(Test) 장비를 따로 설치하는 부담을 줄일 수 있다. 본 발명의 기술을 적용
하지 않을 경우는 테스트 패턴을 디스플레이시키기 위하여 36개(또는 8개: LVDS 또는 TMD 방식)의 데이타 라인을 
연결하여 구동시켜야만 한다.

    
세째, 신뢰성 테스트 챔버(chamber)내에서 구동시에 적용할 수 있다. 챔버에 테스트 시료를 구동시키기 위해서는 생산
시와 같이 테스트 장비(테스트 챔버)를 새로이 셋업(setup)하여야 한다. TMDS 구동방식에서 LVDS 구동방식으로 바
뀔때 다시 데이타 라인을 셋업해야만 한다. 그러나, 본 발명의 기술을 사용할 경우 데이타 라인의 연결없이 기본적인 테
스트 패턴을 디스플레이 시킬 수 있기 때문에 테스트 시료를 변경하여 테스트 할 때에 추가되는 장비 설치비를 줄일 수 
있다. LCD 패널의 구동방식은 LVDS, TMDS, TTL(1ch & 2ch)등의 데이타 전송방식이 있다.
    

아울러 본 발명의 바람직한 실시예들은 예시의 목적을 위해 개시된 것이며, 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 
다양한 수정, 변경, 부가등이 가능할 것이며, 이러한 수정 변경등은 이하의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것
이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

TFT-LCD의 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로에 있어서,

모드제어신호를 발생하는 제어신호 발생부와,

상기 모드제어신호를 판별하여 어떤 모드로 데이타의 출력을 제어할 것인지를 선택하는 제어부와,

상기 제어부로부터 수신된 신호에 의해 수신된 데이타 신호를 화이트 데이타 출력모드, 블랙 데이타 출력모드, 노멀 동
작 모드, 돈 캐어 중 하나의 모드를 갖는 신호로 출력하는 신호 처리부를 구비한 것을 특징으로 하는 타이밍 컨트롤러의 
데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 제어신호 발생부는 점퍼, 스위치, 신호 발생기 또는 내부 에이직(Asic)의 로직 중 하나로 구성된 것을 특징으로 
하는 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 제어부는 디코딩 회로로 구성된 것을 특징으로 하는 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.
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청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 제어신호 발생부는 전원 전압과 제 1 제어 신호를 전송하는 제 1 노드 사이에 접속된 제 1 저항과, 상기 제 1 노드
와 접지 전압 사이에 접속된 제 2 저항과, 상기 전원 전압과 제 2 제어 신호를 전송하는 제 2 노드 사이에 접속된 제 3 
저항과, 상기 제 2 노드와 접지 전압 사이에 접속된 제 4 저항으로 구성된 것을 특징으로 하는 타이밍 컨트롤러의 데이
타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.

청구항 5.

제 4 항에 있어서, 상기 제어부는,

상기 제 1 제어 신호를 수신하는 제 1 인버터와,

상기 제 1 인버터의 출력 신호와 상기 제 2 제어 신호를 2입력하는 제 1 AND 게이트와,

상기 제 2 제어 신호를 수신하는 제 2 인버터와,

상기 제 1 제어 신호와 상기 제 2 인버터의 출력 신호를 2입력하는 제 2 AND 게이트로 구성된 것을 특징으로 하는 타
이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.

청구항 6.

제 5 항에 있어서, 상기 신호 처리부는,

상기 제 1 AND 게이트의 출력 신호에 의해 출력데이타를 출력하는 제 3 노드로 전원 전압을 전송하는 제 1 클럭 버퍼
와,

상기 제 2 AND 게이트의 출력 신호에 의해 상기 제 3 노드의 전압을 접지 전압으로 방출하는 제 2 클럭 버퍼로 구성된 
것을 특징으로 하는 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 제어신호 발생부는,

    
전원 전압과 제 1 제어 신호를 전송하는 제 1 노드 사이에 접속된 제 1 저항과, 상기 제 1 노드와 접지 전압 사이에 접
속된 제 2 저항과, 상기 전원 전압과 제 2 제어 신호를 전송하는 제 2 노드 사이에 접속된 제 3 저항과, 상기 제 2 노드
와 접지 전압 사이에 접속된 제 4 저항과, 상기 전원 전압과 제 3 제어 신호를 전송하는 제 3 노드 사이에 접속된 제 5 
저항과, 상기 제 3 노드와 접지 전압 사이에 접속된 제 6 저항으로 구성된 것을 특징으로 하는 타이밍 컨트롤러의 데이
타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.
    

청구항 8.

제 7 항에 있어서, 상기 제어부는,

    
상기 제 1 내지 제 3 제어 신호를 3입력하는 제 1 AND 게이트와, 상기 제 1 제어 신호를 입력하는 제 1 인버터와, 상

 - 7 -



공개특허 특2003-0032244

 
기 제 1 인버터의 출력 신호와 상기 제 2 및 제 3 제어 신호를 3입력하는 제 2 AND 게이트와, 상기 제 2 제어 신호를 
입력하는 제 2 인버터와, 상기 제 1 및 제 3 제어 신호와 상기 제 2 인버터의 출력 신호를 3입력하는 제 3 AND 게이트
와, 상기 제 3 제어 신호를 입력하는 제 3 인버터와, 상기 제 1 및 제 2 제어 신호와 상기 제 3 인버터의 출력 신호를 
3입력하는 제 4 AND 게이트와, 상기 제 3 제어 신호를 입력하는 제 4 인버터와, 상기 제 1 제어 신호를 입력하는 제 
5 인버터와, 상기 제 2 제어 신호와 상기 제 4 및 제 5 인버터의 출력 신호를 3입력하는 제 5 AND 게이트로 구성된 것
을 특징으로 하는 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 발생회로.
    

청구항 9.

제 8 항에 있어서, 상기 신호 처리부는,

    
상기 제 1 AND 게이트의 출력 단자와 제 4 노드 사이에 순방향으로 접속되는 제 1 다이오드와, 상기 제 1 AND 게이
트의 출력 단자와 제 5 노드 사이에 순방향으로 접속되는 제 2 다이오드와, 상기 제 1 AND 게이트의 출력 단자와 제 
6 노드 사이에 순방향으로 접속되는 제 3 다이오드와, 상기 제 2 AND 게이트의 출력 단자와 제 8 노드 사이에 순방향
으로 접속되는 제 4 다이오드와, 상기 제 2 AND 게이트의 출력 단자와 제 7 노드 사이에 순방향으로 접속되는 제 5 다
이오드와, 상기 제 4 AND 게이트의 출력 단자와 상기 제 7 노드 사이에 순방향으로 접속되는 제 6 다이오드와, 상기 
제 8 노드와 상기 제 7 노드 사이에 순방향으로 접속되는 제 7 다이오드와, 상기 제 8 노드와 제 9 노드 사이에 순방향
으로 접속되는 제 8 다이오드와, 상기 제 4 노드의 신호에 의해 적색 데이타 출력신호(RDATAout)를 출력하는 제 10 
노드로 전원 전압을 전송하는 제 1 버퍼와, 상기 제 5 노드의 신호에 의해 녹색 데이타 출력신호(GDATAout)를 출력
하는 제 11 노드로 전원 전압을 전송하는 제 2 버퍼와, 상기 제 6 노드의 신호에 의해 청색 데이타 출력신호(BDATA
out)를 출력하는 제 12 노드로 전원 전압을 전송하는 제 3 버퍼와, 상기 제 7 노드의 신호에 의해 상기 적색 데이타 출
력신호(RDATAout)를 출력하는 상기 제 10 노드의 신호를 접지 전압으로 방출하는 제 4 버퍼와, 상기 제 7 노드의 신
호에 의해 상기 녹색 데이타 출력신호(GDATAout)를 출력하는 상기 제 11 노드의 신호를 접지 전압으로 방출하는 제 
5 버퍼와, 상기 제 9 노드의 신호에 의해 상기 청색 데이타 출력신호(RDATAout)를 출력하는 상기 제 12 노드의 신호
를 접지 전압으로 방출하는 제 6 버퍼로 구성된 것을 특징으로 하는 타이밍 컨트롤러의 데이타 마스킹 및 테스트 패턴 
발생회로.
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摘要(译)

当引导到TFT-LCD产生电路，如EMI测试的定时控制器的数据掩蔽和测
试模式本发明通过在各种模式控制输出信号到外部简单跳线（跳线）的
操作，而不管所述输入数据信号的它可以方便地使用，并且可以通过在
生产缺陷检查和腔室测试期间最小化设备变化来进行测试。和本发明的
用于此的时序控制器的数据掩蔽和测试图案生成电路是用于产生单元，
控制单元，用于选择以确定所述模式控制信号的模式控制信号生成的控
制信号是控制数据的输出，其中模式并且通过从控制单元接收的信号中
接收的数据信号，其特征在于，用于输出具有白色数据输出模式时，黑
色数据，所述输出模式中，操作的正常模式中，钱护理的单一模式的信
号的信号处理器。        - 1 -   4
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